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Tabelle 6.2. Wellenlinge der Elektronen nach De Broglie in A bei verschiedenen Energien [eV]
E., [eV] 10 100 10 10¢ 10° 106 107 10®
P [A] 3.9 1,2 0,39 0,12 37107 8,7-1073 12:1072 1,2-107*
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Abb. 1-28. ‘Anordnung von Davisson und Germer zur Beobachtung der Bragg -
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33.28 Die Beugungsmuster an einem
Einzelspalt bei verschiedenen Schirmab-
stdnden. Bringt man den Schirm nither
an den Spalt, 50 wird das Fraunhofer-
Beugungsmuster a) bei weit entferntem Kante Abstand
Schirm allmihlich zum Fresnel-Beu- : b :
gungsmuster, b) wobei der Schirm nahe

am Spalt steht.
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Abb. 6.10. Elektroneninterferenzen mit dem elektrostatischen Biprisma nach Mallenstedt und
Diiker. MeBergebnisse, aus Gerthsen. Kneser. Vogel: Physik. 13. Aufl. (Springer. Berlin. Heidelberg.
New York 1977) Abb. 10.69
Film

Abb. 6.9. Elektroneninterferenzen mit dem elektrostatischen Biprisma nach Mdllenstedr und Diiker. Versuchs-
anordnung. Zwischen dem Faden und den Gegenelekiroden liegt eine elektrische:Spannung. Durch das
entstchende inhomogene elektrische Feld werden die Elektronen wie eingezeichnet abgelenki. Nach Gerthsen
Kneser, Vogel: Physik, 13. Aufl. (Springer, Berlin, Heidelberg, New York) Abb. 10.68
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Abb. 1-20. Experimentelle Anordnung Abb. 1-21. Beugung von Elektro-

zur Beobachtung der Elektronenbeu- nen an Kristallpulver (mit freund-

gung an kristallinem Material. licher Genehmigung von Dr. Lester
Germer).
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Abb. 6.11. Neutronenbeugung am Einkristall, Laue-Anord-
nung. Mit polyenergetischen Neutronen erhilt man durch
Streuung am Einkristall Laue-Diagramme
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Abb. 6.12. Neutronenspektrometer
(nach E. V. Wollan, C. G. Shull:
Phys. Rev. 73, 830, 1948). Die Neutro-
nen werden durch Reflexion an einem
NaCl-Kristall monochromatisiert und
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Abb. 6.13. Neutronenbeugung an Diamantpulver (nach G. erzeugen durch Beugung an einer poly-
Bacon). Man erkennt Beugungsmaxima an vier Netzebenen- kristallinen Probe Interferenzringe nach
scharen, die mit den kristallographischen Indizes (111), (220), Debye-Scherrer. Die Abmessung erfolgt

(311) und (400) bezeichnet sind mit einem BF ;-Zihler
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Fig. 5.8 Arrangement for an electron diffraction experiment. The angle 8 measures the
deflection of an electron (rom the straight path,
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Fig. 5.12 Patterns of impact points of a number of electrons on the screen: (a) 30 eletrons; W

L
(b) 300 el s, {c) 3000 el 5 (d) a very large number of electrons. [(a)-(c) are . M—
imulations g ibya P (d) is a diffraction pattern obtained with light.] J,f" > i
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Fig. 5.13 Slits and screen. The separation between the slits is assumed to be much smaller
than the distance to the screen.
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Fig. 5.14 Pattern of impact
points if only one (extremely
narrow) slit is open.
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